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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SOLDERLESS CONNECTIONS -

Part 2: Crimped connections —
General requirements, test methods and practical guidance

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international
co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and
in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports,
Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with
may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between
any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.

IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.

All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

IEC draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use of (a)
patent(s). IEC takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent rights in
respect thereof. As of the date of publication of this document, IEC had not received notice of (a) patent(s), which
may be required to implement this document. However, implementers are cautioned that this may not represent
the latest information, which may be obtained from the patent database available at https://patents.iec.ch. IEC
shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

IEC 60352-2 has been prepared by subcommittee 48B: Electrical connectors, of IEC technical
committee 48: Electrical connectors and mechanical structures for electrical and electronic
equipment. It is an International Standard.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2006 and
Amendment 1:2013. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) the former Clauses 6 through 15 have been moved into a new informative Annex A titled

"Practical guidance";


https://patents.iec.ch/
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b)

c)

d)

g)

h)

k)

several definitions have been added (conductor, wire, cable, crimping, crimped connection,
crimp contact, terminal, terminal end, pre-insulated terminal end, termination, connecting
device, splice, insulation support, insulation grip, pre-insulated crimped connection,
crimping tool, locator, positioner, full cycle crimp mechanism, crimp anvil, crimp nest, crimp
indenter, crimp height, crimp inspection hole, crimp barrel wire range, nominal cross-
sectional area, geometric (actual) cross-sectional area, stranded conductor, crimp funnel,
crimp depth, manufacturer, user, process indicator (PID));

a three-level classification by end-product class has been introduced in Clause 4
Workmanship, based on the expected level of reliability of the end-use application for which
the crimped connections under subject are suitable, similar to what was done in 4.3 of
IEC 61191-1:2018 for soldered electrical and electronic assemblies;

for better clarification, former subclause 4.5 Crimped connections, now renumbered and
renamed 5.5 Prerequisites for crimped connections, has been split in several third level
subclauses with assigned title;

allowable strand damage has been introduced with reference to the classification in three
levels by end-use application, for the production of test specimens;

based on industry experience, in 5.3.1 the minimum copper content of a copper alloy
suitable for making crimp barrels has been lowered to 57 % from original 60 %;

the elongation at break of annealed copper suitable for conductors to be crimped has been
increased to 15 % from original 10 %;

the cross-sectional area of conductors for testing purposes is allowed to be the nominal
(commercial) one, instead of the geometric (actual) one for wires with nominal cross-
sectional area larger than 2,5 mm2 (see 5.4.3), the geometric (actual) one being the
reference in case of dispute on test results;

consideration about wire insulation concentricity has been added in 5.4.5;

former subclause 5.2.1 General examination is now renumbered and renamed as 7.1
General examination of crimp barrels and wires (examination of parts as called later) and a
new subclause 7.2 Examination of crimp dimensions has been added, to cover examination
of dimensions after crimping, with several new third-level subclauses: 7.2.1 Crimp height

Cy,, crimp width C,, and measurable crimp width C,,,, 7.2.2 Contact deformation after

crimping, 7.2.3 Visual examination of insulation distance and conductor overhang, 7.2.4
Visual examination of splice crimped connections, 7.2.5 Visual examination of crimped
connections on closed (machined) crimp barrels, 7.2.6 Visual examination of crimped
connections on B-crimp open crimp barrels, 7.2.7 Visual examination of crimped
connections with open crimp barrel with insulation grip;

the pull-out force (tensile strength) requirements covering safety requirements of crimped
connections in |IEC 60352-2:2006, Table 1 have been kept, here renumbered Table 5;
interpolated values for most used cross-sectional areas 0,34 mm? and 0,37 mm? have been
added. Reference to IEC 61210 as source for these safety values has been removed, as
partially inaccurate. Optional specification of higher pull-out force requirements, based on
classification by end-use product as specified in 5.1, and more representative of what can
be achieved based on the type of crimp barrel, the form of the crimping, the material and
plating of barrel and wire, has been introduced in A.7.3;

a microsection test (optional) has been added in 7.3.2;

a vibration test (optional) has been added in 7.3.7;

a current-carrying capacity test (optional) has been added in 7.4.3;

an alternative current loading, cyclic test method has been added in 7.5.5;
a flowing mixed gas corrosion test (optional) has been added in 7.6.2;

crimping at low temperature (former subclause 5.4.2.5) has been completed in 7.5.6 by re-
entering the test method already present in IEC 60352-2:1990, 11.4.5;

types of test specimens have been expanded: a new type A specimen is added, type B is
former type A, type C is former type B, type D is former type C, type E is former type D
modified with addition of reference wires, type F is former type E, and new specimen
types G and H were added to perform tests on splices;
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s) normative references, as well as Bibliography, have been updated and expanded as
required;

The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft Report on voting

48B/3110/FDIS 48B/3128/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available
at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are
described in greater detail at www.iec.ch/publications.

A list of all parts in the IEC 60352 series, published under the general title Solderless
connections, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the
specific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,
e withdrawn, or

e revised.

IMPORTANT - The "colour inside” logo on the cover page of this document indicates
that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding
of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.
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INTRODUCTION

This document includes requirements and relevant tests as well as practical guidance in
Annex A for crimped connections.

Two test schedules are provided:

— the basic test schedule which applies to solderless crimped connections which conform to
all of the prerequisites of Clause 5. It is derived from experience with successful applications
of such connections;

— the full test schedule which applies to solderless crimped connections which do not fully
conform to all prerequisites of Clause 5, for example which are made with solid wires, using
materials or finishes not included in Clause 4.

This philosophy permits cost- and time-effective performance verification using a limited basic
test schedule for established crimped connections and an expanded full test schedule for
connections requiring more extensive performance validation.

A detail product specification or the manufacturer's specification for crimped connections or
associated cable assemblies or both, as well as for crimp contacts, terminal ends or splices,
can include additional tests to verify enhanced performance or conformance with specified
product classes or both. It can also reference this document with test severities and acceptance
criteria other than those provided by either one of the two test schedules, as well as foresee an
intermediate test schedule. The requirements of the detail product specification or the
manufacturer's specification prevail.

The suitability of the crimped connection implies that the specified requirements and tests apply
to all factors involved in producing a suitable crimped connection, namely:

— the crimp barrel, which can be part of a splice, a terminal end or a crimp contact, the contact
deemed to be used in a single-pole or multipole connector;

— the wire (or range of wires) for which the termination is suitable;

— the tools required to produce that type of solderless connection.

The practical guidance in Annex A serves as a guideline for the required workmanship. Attention

is drawn to the fact that some industries (e.g. automotive, aerospace, nuclear, military) can

have specific workmanship standards or quality requirements, or both, which are outside the
scope of this document.

IEC Guide 109 advocates the need to minimize the impact of a product on the natural environ-
ment throughout the product life cycle.

It is understood that some of the materials permitted in this document can have a negative
environmental impact.

As technological advances lead to acceptable alternatives for these materials, they will be
eliminated from future editions of this document.
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SOLDERLESS CONNECTIONS -

Part 2: Crimped connections —
General requirements, test methods and practical guidance

1 Scope

This part of IEC 60352 is applicable to solderless crimped connections made with:

— appropriately designed uninsulated or pre-insulated crimp barrels as parts of crimp contacts,
terminal ends or splices, and

— stranded wires of 0,05 mmZ2 to 10 mm2 cross-section or
— solid wires of 0,25 mm to 3,6 mm diameter;

for use in electrical and electronic equipment.

Information on the materials and data from industrial experience is included in addition to the
test procedures to provide electrically stable connections under prescribed environmental
conditions.

This part of IEC 60352 is not applicable to crimping of coaxial cables.

This part of IEC 60352 determines the suitability of solderless crimped connections as
described above, under specified mechanical, electrical and atmospheric conditions and
provides a means of comparing test results when the tools used to make the connections are
of different designs or manufacture.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies.
For undated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.

IEC 60050-581, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 581: Electromechanical
components for electronic equipment

IEC 60068-1, Environmental testing — Part 1: General and guidance
IEC 60068-2-6, Environmental testing — Part 2-6: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

IEC 60068-2-30, Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db: Damp heat, cyclic
(12 h + 12 h cycle)

IEC 60068-2-60, Environmental testing — Part 2-60: Tests — Test Ke: Flowing mixed gas
corrosion test

IEC 60228, Conductors of insulated cables

IEC 60512-1, Connectors for electrical and electronic equipment — Tests and measurements —
Part 1: Generic specification
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IEC 60512-1-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 1-1:
General examination — Test 1a: Visual examination

IEC 60512-1-2, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 1-2:
General examination — Test 1b: Examination of dimension and mass

IEC 60512-2-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 2-1:
Electrical continuity and contact resistance tests — Test 2a: Contact resistance — Millivolt level
method

IEC 60512-2-2, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 2-2:
Electrical continuity and contact resistance tests — Test 2b: Contact resistance — Specified test
current method

IEC 60512-2-5, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 2-5:
Electrical continuity and contact resistance tests — Test 2e: Contact disturbance

IEC 60512-4-3, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 4-3:
Voltage stress tests — Test 4c: Voltage proof of pre-insulated crimp barrels

IEC 60512-5-2, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 5-2:
Current-carrying capacity tests — Test 5b: Current-temperature derating

IEC 60512-6-4, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 6-4:
Dynamic stress tests — Test 6d: Vibration (sinusoidal)

IEC 60512-9-5, Connectors for electrical and electronic equipment — Tests and measurements
— Part 9-5: Endurance tests — Test 9e: Current loading, cyclic

IEC 60512-11-1, Connectors for electrical and electronic equipment — Tests and measurements
— Part 11-1: Climatic tests — Test 11a — Climatic sequence

IEC 60512-11-4, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 11-4:
Climatic tests — Test 11d: Rapid change of temperature

IEC 60512-11-7, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 11-7:
Climatic tests — Test 11g: Flowing mixed gas corrosion test

IEC 60512-11-9, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 11-9:
Climatic tests — Test 11i: Dry heat

IEC 60512-11-10, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements -
Part 11-10: Climatic tests — Test 11j: Cold

IEC 60512-11-12, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements —
Part 11-12: Climatic tests — Test 11m: Damp heat, cyclic

IEC 60512-16-4, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 16-4:
Mechanical tests on contacts and terminations — Test 16d: Tensile strength (crimped
connections)

IEC 60512-16-7, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 16-7:
Mechanical tests on contacts and terminations — Test 16g: Measurement of contact deformation
after crimping


https://webstore.iec.ch/publication/2297
https://webstore.iec.ch/publication/2299
https://webstore.iec.ch/publication/2365
https://webstore.iec.ch/publication/2366
https://webstore.iec.ch/publication/2397
https://webstore.iec.ch/publication/2414
https://webstore.iec.ch/publication/2305
https://webstore.iec.ch/publication/2313
https://webstore.iec.ch/publication/2318
https://webstore.iec.ch/publication/2306
https://webstore.iec.ch/publication/2308
https://webstore.iec.ch/publication/2353
https://webstore.iec.ch/publication/2356
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IEC 60512-16-8, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 16-8:
Mechanical tests on connections and terminations — Test 16h: Insulating grip effectiveness
(crimped connections)

IEC 60512-19-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 19-1:
Chemical resistance tests — Test 19a: Fluid resistance of pre-insulated crimp barrels


https://webstore.iec.ch/publication/2357
https://webstore.iec.ch/publication/2363
https://www.electropedia.org/
https://www.iso.org/obp
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNEXIONS SANS SOUDURE -

Partie 2: Connexions serties —
Exigences générales, méthodes d’essai et guide pratique

AVANT-PROPOS
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électriques et électroniques. Il s’agit d’'une Norme internationale.
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Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a)

b)

g)

h)

k)

1)

les anciens Articles 6 a 15 ont été transférés dans une nouvelle Annexe A, informative,
intitulée "Recommandations pratiques";

plusieurs définitions ont été ajoutées (conducteur, fil, cable, sertissage, connexion sertie,
contact a sertir, terminal/borne, embout, embout pré-isolé, raccordement, dispositif de
connexion, jonction de fil, support isolant, manchon isolant, connexion sertie pré-isolée,
outil de sertissage/pince a sertir/machine de sertissage, tourelle, positionneur, mécanisme
contrblant le cycle de sertissage total, berceau de sertissage/matrice de sertissage,
empreinte de sertissage, poingon de sertissage/mors de sertissage, hauteur de sertissage,
trou d’inspection du contact, gamme de fils du fit a sertir, section nominale, section
géométrique (réelle), conducteur céblé, excroissance de sertissage, profondeur de
sertissage, fabricant, utilisateur, indicateur de processus (PID));

une classification a trois niveaux par classe de produit fini a été introduite a I'Article 4,
Exécution, basée sur le niveau de fiabilité attendu de I'application d’utilisation finale pour
laquelle les connexions serties étudiées sont adaptées, de fagon analogue au 4.3 de
I'IEC 61191-1:2018 pour les ensembles électriques et électroniques brasés;

pour une meilleure compréhension, 'ancien paragraphe 4.5, Connexions serties, désormais
renuméroté et renommeé 5.5, Conditions préalables relatives aux connexions serties, a été
scindé en plusieurs paragraphes a trois niveaux ayant chacun un titre assigné;

un endommagement admissible des brins a été introduit en référence a la classification a
trois niveaux par application d’utilisation finale, pour la production des spécimens pour
essai;

sur la base de I’'expérience de l'industrie, au 5.3.1, la teneur minimale en cuivre d’un alliage
de cuivre adapté pour la fabrication des flits a sertir a été abaissée a 57 % (au lieu des
60 % d’origine);

I'allongement a la rupture du cuivre recuit adapté pour les conducteurs a sertir a été porté
a 15 % (au lieu des 10 % d’origine);

la section des conducteurs utilisés a des fins d’essai peut étre la section nominale
(commerciale), a la place de la section géométrie (réelle) pour les fils dont la section
nominale est supérieure a 2,5 mm?2 (voir 5.4.3), la section géométrique (réelle) étant la
référence en cas de litige sur les résultats d’essai;

un facteur a considérer pour la concentricité de l'isolant a été ajouté en 5.4.5;

I'ancien paragraphe 5.2.1, Examen général, est maintenant renuméroté et renommé 7.1,
Examen général des flts a sertir et des fils (par la suite appelé examen des piéces), et un
nouveau paragraphe 7.2, Examen des dimensions de sertissage, a été ajouté, pour couvrir
I’examen des dimensions apres sertissage, avec plusieurs nouveaux paragraphes a trois
niveaux: 7.2.1 Hauteur de sertissage C,,, largeur de sertissage C,, et largeur de sertissage

mesurable C,,,, 7.2.2 Déformation des contacts aprés sertissage, 7.2.3 Examen visuel de

la distance par rapport a I'isolant et de la longueur de dépassement du conducteur, 7.2.4
Examen visuel des connexions serties de jonctions de fils, 7.2.5 Examen visuel des
connexions serties sur des flts (usinés) fermés, 7.2.6 Examen visuel des connexions serties
sur des f(ts ouverts a sertissage en B, 7.2.7 Examen visuel des connexions serties sur ft
ouvert avec manchon isolant;

les exigences relatives a la force d’arrachement (résistance a la traction) couvrant les
exigences de sécurité des connexions serties du Tableau 1 de I'lEC 60352-2:2006, ici
renuméroté Tableau 5, ont été conservées; des valeurs obtenues par interpolation pour les
sections les plus utilisées de 0,34 mm2 et 0,37 mm2 ont été ajoutées. La référence a
I'IEC 61210 en tant que source de ces valeurs de sécurité a été supprimée car elle était en
partie inexacte. Une spécification facultative d’exigences plus strictes concernant la force
d’arrachement, basée sur la classification par produit fini tel que spécifié en 5.1, et plus
représentative de ce qui peut étre obtenu sur la base du type de fat a sertir, de la forme du
sertissage, du matériau et du revétement du fat et du fil, a été introduite en A.7.3;

un essai de coupe micrographique (facultatif) a été ajouté en 7.3.2;

m) un essai de vibrations (facultatif) a été ajouté en 7.3.7;
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n) un essai de courant limite (facultatif) a été ajouté en 7.4.3;
0) une méthode alternative d’essai cyclique de charge en courant a été ajoutée en 7.5.5;
p) un essai (facultatif) de corrosion dans un flux de mélange de gaz a été ajouté en 7.6.2;

q) le sertissage a basse température (ancien paragraphe 5.4.2.5) a été complété en 7.5.6 en
reproduisant la méthode d’essai déja présente dans I'lEC 60352-2:1990, 11.4.5;

r) les types de spécimens pour essai ont été élargis: un nouveau type A a été ajouté, le type B
correspond a I'ancien type A, le type C correspond a I’ancien type B, le type D correspond
a l'ancien type C, le type E correspond a I'ancien type D modifié par I'ajout de fils de
référence, le type F correspond a l'ancien type E, et de nouveaux types G et H ont été
ajoutés pour réaliser des essais sur les jonctions de fils;

s) les références normatives et la Bibliographie ont été mises a jour et enrichies, si cela est
exigeé.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

Projet Rapport de vote
48B/3110/FDIS 48B/3128/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a son approbation.

La langue employée pour I’élaboration de cette Norme internationale est 'anglais.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les
Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous
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INTRODUCTION

Le présent document spécifie les exigences et les essais applicables aux connexions serties,
ainsi que des recommandations pratiques a ’Annexe A.

Deux programmes d’essais sont proposés:

— un programme d’essais de base qui s’applique aux connexions serties sans soudure
conformes a toutes les conditions préalables de I'Article 5. |l est tiré de I'expérience acquise
sur des applications menées a bien sur de telles connexions;

— un programme d’essais complet qui s’applique aux connexions serties sans soudure qui ne
sont pas totalement conformes a toutes les conditions préalables de I’Article 5, par exemple
a celles réalisées avec des fils massifs, en utilisant des matériaux ou des traitements de
surface non couverts par I’Article 4.

Ce systéme permet un contrdle des performances optimisé en matiére de colt et de temps, en
utilisant le programme d’essais de base réduit pour les connexions serties éprouvées et un
programme d’essais complet étendu pour les connexions exigeant une vérification compléte
des performances.

Une spécification particuliére du produit, ou la spécification du fabricant, relative aux
connexions serties et/ou aux ensembles de cables associés, ainsi qu’aux contacts a sertir, aux
embouts ou aux jonctions de fils, peut inclure des essais supplémentaires afin de vérifier
I’lamélioration des performances ou la conformité aux classes de produits spécifiées, ou les
deux. Elle peut également faire référence au présent document avec des sévérités d’essai et
des critéres d’acceptation différents de ceux prévus dans I'un des deux programmes d’essais,
ainsi que prévoir un programme d’essais intermédiaire. Les exigences de la spécification
particuliere du produit ou de la spécification du fabricant prévalent.

La conformité de la connexion sertie implique que les exigences et les essais spécifiés
s’appliquent a tous les facteurs liés a la production d’'une connexion sertie appropriée, a savoir:

— le fOt a sertir, qui peut faire partie intégrante d’'une jonction de fil, d’'un embout ou d’un
contact a sertir, le contact étant destiné a étre utilisé dans un connecteur monobroche ou
multicontact;

— le fil (ou la gamme de fils) pour lequel (laquelle) le raccordement est approprié;
— les outils exigés pour produire ce type de connexion sans soudure.

Les recommandations pratiques de I’Annexe A font office de lignes directrices pour I'exécution
exigée. L’attention est attirée sur le fait que certaines branches de l'industrie (par exemple
automobile, aérospatiale, nucléaire, militaire) peuvent avoir des normes d’exécution ou des
exigences de qualité spécifiques, ou les deux, qui sortent du domaine d’application du présent
document.

Le Guide 109 de I'lEC met en évidence la nécessité de réduire le plus possible I'incidence d’un
produit sur I’environnement naturel tout au long de son cycle de vie.

Il est entendu que certains matériaux autorisés par le présent document peuvent avoir un
impact négatif sur I’environnement.

Au fur et a mesure que les avancées technologiques aboutiront a des alternatives acceptables
pour ces matériaux, ceux-ci seront éliminés des futures éditions du présent document.
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CONNEXIONS SANS SOUDURE -

Partie 2: Connexions serties —
Exigences générales, méthodes d’essai et guide pratique

1 Domaine d’application

La présente partie de I'l|EC 60352 s’applique aux connexions serties sans soudure réalisées
avec:

— des flts a sertir non isolés ou pré-isolés, de conception appropriée, utilisés en tant que
parties de contacts a sertir, d’embouts ou de jonctions de fils; et
— des fils cablés de section comprise entre 0,05 mm2 et 10 mm?2; ou

— des fils massifs de 0,25 mm a 3,6 mm de diameétre;

destinés a étre utilisés dans des équipements électriques et électroniques.

Des informations sur les matériaux et des données émanant de I’expérience industrielle sont
fournies en plus des procédures d’essai afin de fournir des connexions électriquement stables
dans les conditions d’environnement prescrites.

La présente partie de I'lEC 60352 ne s’applique pas au sertissage des cables coaxiaux.

La présente partie de I'l[EC 60352 détermine la conformité des connexions serties sans soudure
telles que décrites ci-dessus, dans des conditions mécaniques, électriques et atmosphériques
spécifiées, et fournit un moyen pour comparer les résultats d’essai lorsque les outils utilisés
pour réaliser les connexions sont de conception ou de fabrication différentes.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule
I’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la derniére édition du document de
référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60050-581, Vocabulaire Electrotechnique International — Partie 581: Composants
électromécaniques pour équipements électroniques

IEC 60068-1, Essais d’environnement — Partie 1: Généralités et lignes directrices

IEC 60068-2-6, Essais d’environnement — Partie 2-6: Essais — Essai Fc: Vibrations
(sinusoidales)

IEC 60068-2-30, Essais d’environnement — Partie 2-30: Essais — Essai Db: Essai cyclique de
chaleur humide (cycle de 12 h + 12 h)

IEC 60068-2-60, Essais d’environnement — Partie 2-60: Essais — Essai Ke: Essai de corrosion
dans un flux de mélange de gaz

IEC 60228, Ames des céables isolés
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IEC 60512-1, Connecteurs pour équipements électriques et électroniques — Essais et mesures
— Partie 1: Spécification générique

IEC 60512-1-1, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie 1-1:
Examen général — Essai 1a: Examen visuel

IEC 60512-1-2, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie 1-2:
Examen général — Essai 1b: Examen de dimensions et masse

IEC 60512-2-1, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie 2-1:
Essais de continuité électrique et de résistance de contact — Essai 2a: Résistance de contact
— Méthode du niveau des millivolts

IEC 60512-2-2, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie 2-2:
Essais de continuité électrique et de résistance de contact — Essai 2b: Résistance de contact
— Méthode du courant d’essai spécifié

IEC 60512-2-5, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie 2-5:
Essais de continuité électrique et de résistance de contact — Essai 2e: Perturbation de contact

IEC 60512-4-3, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie 4-3:
Essais de contrainte diélectrique — Essai 4c: Tension de tenue pour fiits pré-isolés de
sertissage

IEC 60512-5-2, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie 5-2:
Essais de courant limite — Essai 5b: Taux de réduction de lintensité en fonction de la
température

IEC 60512-6-4, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie 6-4.:
Essais de contraintes dynamiques — Essai 6d: Vibrations (sinusoidales)

IEC 60512-9-5, Connecteurs pour équipements électriques et électroniques — Essais et
mesures — Partie 9-5: Essais d’endurance — Essai 9e: Charge en courant, essai cyclique

IEC 60512-11-1, Connecteurs pour équipements électriques et électroniques — Essais et
mesures — Partie 11-1: Essais climatiques — Essai 11a — Séquence climatique

IEC 60512-11-4, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures -
Partie 11-4: Essais climatiques — Essai 11d: Variations rapides de température

IEC 60512-11-7, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures -
Partie 11-7: Essais climatiques — Essai 11g: Essai de corrosion dans un flux de mélange de
gaz

IEC 60512-11-9, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures -
Partie 11-9: Essais climatiques — Essai 11i: Chaleur séche

IEC 60512-11-10, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures -—
Partie 11-10: Essais climatiques — Essai 11j: Froid

IEC 60512-11-12, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures —
Partie 11-12: Essais climatiques — Essai 11m: Essai cyclique de chaleur humide

IEC 60512-16-4, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures -
Partie 16-4: Essais mécaniques des contacts et des sorties — Essai 16d: Résistance a la
traction (connexions serties)
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IEC 60512-16-7, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures —
Partie 16-7: Essais mécaniques des contacts et des sorties — Essai 16g: Mesure de la
déformation d’un contact apres sertissage

IEC 60512-16-8, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures —
Partie 16-8: Essais mécaniques des contacts et des sorties — Essai 16h: Efficacité du manchon
isolant (connexions serties)

IEC 60512-19-1, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures —
Partie 19-1: Essais de résistance chimique — Essai 19a: Résistance aux fluides des cosses de
sertissage préisolés


https://webstore.iec.ch/publication/2356
https://webstore.iec.ch/publication/2357
https://webstore.iec.ch/publication/2363
https://www.electropedia.org/
https://www.iso.org/obp



